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摘要(译)

一种超声波诊断装置，包括：位置位移计算部分，用于计算身体组织内
多个测量点处的位置位移的大小;厚度变化计算部分，用于计算厚度或厚
度变化，每个厚度或厚度变化基于位置位移的大小在组织内相​​对于测量
点的两个任意点之间测量;最大值/最小值计算部分用于在最大值发现周期
和最小值发现周期期间找到最大和最小厚度或厚度变化。基于最大和最
小厚度或厚度变化之间的差异来计算最大厚度差，应变和弹性性质中的
至少一个。
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